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1Введение

1.1 Настоящая методика устанавливает порядок, методы и средства проведения
первичной и периодической поверки для Микроскопов cBeToBbIx инвертированньrх Axio
Observer.Alm, Axio Observer.Dlm, Axio Observer.Zlm, Axio оЬsеrvеr 3, Axio Observer 5, Axio
ОЬsеrvеr 7, предназначенньD( для исследования в отраженном и проходящем свете крупньж и
тяжелых дета-пей в металлографии.

1.2 Интервал между поверками - 1 год.

2 Операции поверки
2.1 Операции, выполняемые при проведении первичной и периодической поверки,

указаннывтаблице 1.

Таблица 1

2.2При полrIении отрицательньD( результатов при проведении хотя бы одной
операции поверка прекращается.

2.3 Поверку средств измерений осуществJuIют аккредитованные в установленном
порядке в области обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные
предприниматели.

3 Срелства поверки

3.1 При проведении поверки применяются средства поверки, перечисленные в

таблице 2.
Таблица2

Наименование операции
Номер
пункта

методики

обязательность выполнения
опеDации

При
первичной

поверке

При
периодической

повеDке

Внешний осмотр 8.1 Да Да
опробование 8,2 Да .Ща

Проверка идентификации прогрtlммного
обеспечения

8.3
Ща Да

Определение метрологических характеристик 8.4

Определение диапазона измерения линейньп<

DЕlзмеDов по осям Х и Y 8.4.1 !а Да

Определение пределов допускаемой
абсолютной погрешности измерений
линейньгх размеров

8.4.2 Ща Да

Номер
пункта
методики
поверки

Наименование и тип средства поверки; обозначение нормативного документа,

регламентирующего технические требования, и (или) метрологические и
основные технические характеристики средства поверки

8.4,| - 8.4.2 1 Объект-микрометр ОМО (ГР СИ Jф 590-б3)
диапазон измерений - до l мм;
пределы основной погрешности измерений t3 мкм.
2 Мера периода и высоты линейная TGZI (ГР СИ J\Ъ41678-09)
номинttльное значение шага периодической структуры меры - 3,00 мкм
ДОПУСТИМОе ОТКЛОНеНИе ОТ НОМИНаJ'IЬНОГО ЗНаЧеНИЯ ШаГа ПеРИОДИЧеСКОЙ

структуры не более * 0,0l мкм



3.2 Щопускается применение других средств поверки, не приведенньIх в таблице 2, но

обеспечивающих определение (контроль) метрологических характеристик поверяемьп

средств измерений с требуемой точностью.
З.З Средства поверки, указанные в таблице 2, должны бытЬ поверенЫ и аттестованЫ

в установленном порядке>.

4 Требованпя безопасЕости
4.1 Микроскопы должны устанавливаться в закрытых взрыво- и пожаробезопасных

лабораторных помещениях, оборудованных вытяжной вентиJUIциеЙ и удовлетворяющих

требованиям санитарньж норм и правил. При проведении поверки следует соблюдать

требования, ycTaнoBn.rrur" госТ 12.1.031-2010, госТ l2.1.040-83, правилами по охране

труда и эксплуатации электроустановок, указанньIх в приложении к приказу Министерства

труда и социальной защиты РФ от 24.07.|3 J\Ъ з28н. Оборулование, применяемое при

поверке, должно соответствовать требованиям ГоСТ |2,2,00з-91r, Воздух рабочей зоны

должен соответствовать госТ 12.1.-005-s8 при температуре помещения, соответствующей

условияМ испытаниЙ дJUI легких физических работ,
4.2 Система электрического питания приборов должна быть защищена от колебаний и

пиков сетевого напряжения, искровые генераторы не должны устанавливаться вблизи

приборов. Чтобы избежать физических повреждений иlили Ущерба имуIцеству,

пъставляемый шнур питания микроскопов оборулован плавким предохранителем,

Подключайте штепсель этого шнура только к зzLземленной электро-розетке,

4.З При выполнении поверки должны соблюдаться требования, указанные в

кПравилаХ техникИ безопасностИ прИ эксплуатациИ электроусТановоК потребителеЙ)),

уr"ър*лa"rr"r, Госэнергонадзором, а также требования руководства по эксплуатации

микроскопов.
4.4 Помещение, в котором проводится испытания, должно соответствовать требо-

ваниям пожарной безопасности по госТ 12.1.004-9l и иметь средства пожаротушения по

гост 12.4.009-83.

5 Требования к квалифпкации поверителей
5.1 К проведению поверки допускают ЛИЦ, изrIивших методику поверки,

руководство по экспJryатации микроскопов и испытательного оборудования, имеющих

к"аrr"ф"пшlионную группу не ниже III в соответствии с правилаN,rи по охране труда и

эксплуатации электроустановок, укrванных в приложении к приказу Министерства труда и

социzшьноЙ защиты РФ от 24.0'7.|З J\Ъ 328Н"

6 Условия поверки
6.1 При проведении поверки влияющие факторы окружающей среды должны быть в

следующих пределах:
температураокружающего возд)д(а, О С...", "20 t 3;

относител"п- 
"nu*nocTb, 

ОЙ, не более. ""80;

атмосферное давление, кПа (мм рт, ст,)", """100 t 4,

6.2 В ходе tIоверки эксплуатация микроскопов проводится только в соответствии с

Руководством по экспJryатации.

7. Подготовка к поверке
7.1 Подключите микроскоп к сети электропитания. .щля этого подключите кабель

питаниЯ к гнездУ (на заднейчастИ штативоВ моделей Дlm, 3 и Dlm, 5), а затем - к сетевой

розетке (см. рисунок 1). Микроскоп может быть подключен к сети питания напряжением
joo...|2,7 в йли 200...240 В переменного тока и имеет автоматический переключатель на

нужное напряжение.



Рисунок 1

7.2 Подключите рil}ъем кабеля питания на задней части штатива моделей Axio

observer.zlm и дхiо оьsеrvеr 7 к внешнему блоку питания vр2з1. Подключите внешний

блок питания VР23 l к сетевой розетке.
7.з осветитель НВо 100 (для флюоресченции) снабжен отдельным блоком питания.

Подключите кабель питания к гнезду, а затем - к сетевой розетке (см. рисунок 2), Кроме

тoгo'BcисTемеэлекTpoпиTaнияypoBнинaпpяжений.

"w" /",'orf

Рисунок 2

7.4 Проводят проверку соответствия комплекта поставки меры периода и высоты

линейная TGZ| данным, приведенным в паспорте (формуляре) на меру периода и высоты;

проводят осмотр футляра, в котором осуществлялось хранение и, транспортирование меры

периода и высоты, на отсутствие механических повреждений; извлекают меру периода и

высоты из футляра и осматривают ее дJUI выявления внешних повреждений (царапин, сколов

и других дефектов) и загрязнений. При необходимости поверхность меры очищают от

частиц пьши струей очищенного и осушенного воздуха.

8 Проведение поверкп
8.1 Внешншй осмотр
8.1. l При проведении внешнего осмотра должно быть установлено:
- отсутствие механических повреждений всех составньtх частей микроскопов;
- отсутствие механических повреждений соединительньгх кабелей и сетевых рi}зъемов.



8.1.2 Микроскопы считtlются прошедшими внешний осмотр, если корпус, внешние

элементы, органы управления приборов не повреждены, отсугствуют механические

повреждения и ослабления элементов конструкции.

8.2 Опробование
8.2.1 При опробовании проводят определение работоспособности микроскопа и

проверку функционирования его cocTaBHbrx частей :

- при вкJIючении микроскопа проверяют нi}личие индикации и возможность

перекJIючения режимов работы органами управления;
- система самотестирования должна подтвердить готовность прибора к проведению

8.2.2 Включение и откJIючение микроскопа и блока питания осветитеJuI НВо 100 для

различньD( моделей микроскопов:
- дхiо оЬsеrчеr.дlm, Axio оЬsеrчеr 3 включаrотся и выкJIючЕlются включателем

питания (на левой стороне штатива);
- дхiо observer.Dlm, Дхiо observer 5 включаются и выключаются включателем

питания;
- дJUI моделей дхiо Observer.Zlm, Axio оЬsеrчеr 7 включите внешний блок питания

микроскопа' а затеМ вкJIючите микроскоП кнопкой (на левой стороне штатива), дJIя

откJIючения микроскопов снова нажмите на кнопКУ, а затем отключите внешний блок

питания.
8.2.3 Если микроскоп включен, то светится светодиодный индикатор питания на

передней части штатива.
8.2.4 Если подключен флюоресцентный осветитель (например,

вкJIючается и откJIючается выкJIючателем питания.
НВО 100), то питание

8.2.5 Микроскопы считчlются прошедшими поверку, если их вкJIючение прошло без

сбоев и зажглись соответствующие индикационные л€tмпочки, говорящие о готовности к

работе.

8.3 Проверка пдентификации программного обеспечения
8.3.1 Проверяют соответствие заJIвленных идентификационньж данньIх программного

обеспечения: наименование прогрztN,Iмного обеспечения, идентификационное наименование

прогрtlluмного обеспечения, номер версии программного обеспечения.

8.з.2 Проводят проверку уровня защиты программного обеспечениЯ оТ

непреднЕllчlеренньп и преднtlмеренньж изменений (уровни низкий, средний или высокий).

8.3.3 Проводят оценку влияния прогрzlммного обеспечения на метрологические

характеристики микроскопов.
8.3.4 МикроскопЫ признаютСя прошеДшимИ поверку, если уровень защиты

прогрzlммного обеспечения от непреднzlмеренньж и преднамеренньIх изменений

соответствует уровню (средний> согласно Р 50.2.077-20|4, а идентификационные данные

прогрzlр{много обеспечения соответствуют значениям, приведенным в таблице 3.

Таблица 3

Идентификационные данные (прцqцqццL Значение

Идентификационное наименование ПО ZEN 2012

Номер версии (идентификационный
номер) По

1.1.2.0 и выше

Цифровой идентификатор ПО с 5 643 ODD 2в82зDбс8Абв223 07вOFАА97

.Щругие идентификационные данЕые, если
имеются

MD5



8.4 Определение метрологических характеристик
8.4.1 Определение дпапазона измерений линейных размеров по осям Х и y
8.4.1.1 Перед началом испытаний провести градуировку шкilJIы микроскопа,

установить объект-микрометр на предметный стол микроскопа и с помощью прогрtlммного

обеспечения по произвести съемку таким образом, чтобы в кадре просматривалась

начальнаlI отметка шкалы объект-микрометра. Повторить операции дJu{ каждого объектива.

8.4.|.2 В разлеле По Kmeasure/scalings/new> последовательно выбрать полученные

снимки и провести перпендикуJIярную линию от начаJIьной до конечной видимой отметки

шкЕlлы объект-микрометра с помощью команды ksingle distance>. Занести в графу kdistance>

значение длины соответствующего отрезка из свидетельства о поверке объект-микрометра

(/r, мкм) и сохранить полrIенные значения в По,
8.4.1.3 Установить меру периода и высоты линейную TGZL на предметный стол

микроскопа и с помоrцью прогр€lммного обеспечение ПО произвести съемку таким образом,

"rоб", 
в кадре просматривались границы рельефа поверхности меры. Повторить операции

для объектива с увеличением 50х и 100х.

8.4.1.4 В разлеле По <measure/scalings/new> последовательно выбрать полr{енные

снимки и провести перпендикулярную линию от начаJIьной'до конечноfrвидимойграницы

периода меры периода и высоты линейную TGz| с помощью команды ksingle distance>,

занести в графу kdistance> значение длины соответствующего отрезка из свидетельства о

поверке меры периода и высоты линейной (ln,, мкм) и сохранить полгtенные значения в По,- 
s.4.f.5 Провести измерения линейньж размеров шкtlлы объект-микрометра для

кtDкдого объектива не менее пяти pttз в горизонтальном и вертикrльном положении (см

рисуIIок 4) по аналогии с п.4.6.2с помощью команды Klenght> в меню ((measureD, Результаты

измерений занести в прощlщ

Рисунок 4

8.4.1.6 Провести градуировку микроскопов согласно пунктам 4,6,| - 4,6,4, Провести

измерения линейньrх pt3'epoB периода й.рu, TGZ| на расстояниях 15, з0, 500 и 1000 мкм

д* обra*rrвов с увеличением 100х, 50х, 20х и 5-20х соответственно, не менее пяти раз в

горизонтальноМ и вертикчшrьном положении по анаJIогии с л.4.6.2 с помощью команды

klenght> в меню (mеаsчrе). Результаты измерений занести в протокол 
y

8.4.1.7 Микроскопы считаются прошедшими поверку, если диапазон измерении

линейньтх размеров по осям Х и Y составляет з - l000 мкм.

8.4.2 Определение
линейных размеров.

пределов допускаемой абсолютной погрешности измерении

8.4.2.1 Рассчитать среднее значение результатов измерений длины (/ , мкм) по

, Elt
,

TL

формуле 1:
(1)



ГДе li- РgЗУЛЬТаТ еДияичного цзмерения лшЕеЙшп pa:tмepoB, MIct,I;

п- колrtчество измероgий (п=5).

8.4.2.2 Рассчитать зЕаsеяrlе абсолютпой погрешяостrr измереЕий JшЕейЕьIх разr4срв
(А, мкм) по фрмуле 2:

А= 1_1,, (2)

гле l, - измернвое зЕачсЕие по вр€мя прв€дellия ФадуирвI@,
8,4.2.3 Мвкрскопы считаются прошедшЕми поверку, ес,!в зЕачения а&оJIюпlой

погр€шЕости и,JмерениЙ лияеfuьгх размерв Е€ провышает * 12 }дGд д,lя микроскопов с

p"rr".r""n"" объекгим 1,25x; .t 9 мкм для мпхроскопов с увеJlйчеttt,tем объекгива 2,5ц 5х,

l0х, 2Ь; + 0,6 rлоr для микрскопов с увслячевием обьекплва 50х и tOOx,

9 Оtфршеппе результатов поверкц

9.1 Мпкросколш, пршедшrе пов9рку с поло,сительtlым резульаатом, признаются

годlыми I{ допускаются к прймеllению. На вих выдаsтся свядЕIельство о поаерке

устдlоепеЕЕой фЬрмы с 1Ttазавием получеяных цо п.п. 8,4,1 - 8,4,2 факгпческпх значеЕий

мсгролоrическФ( харктеристик мякроскопов и (и,пл) вапосят отгпск поверительного r,лейi,lа

согласво пР 50.2,0обИ <ГСИ. Поверка средqтв измерений, Оргавизаrпя и поряJlок

прведеttхяD, й KoMImeKc допускдсra к эксrrлуатацди.
9.2 Мшроскопы, пршедшrе поверку с оц)шцательным резуJБтатом, прIiзЕаются

непригодtы}дt, Ее допускаютсr к прllмевеltвю п аа ших выдается са[дsтеJlъство о

непригодноqтц с }казавrlем пргчия. Свидстапьство о предыдуцсй поверке rt (или) отгпск

оо""р"r"*ооrо клеrrма ar {yJшpyoт и выписывают <Извещенде о неприго,щостsD с

укц}sнием цри.rин в соответствии с требованидди IIР 50,2,006,94,

Начаьник лаборатории М- l
ФГУп (ВнииоФи,

Иtтхенер лаборториr М, I

ОГУП (ВНИИОФИD

,//*4'- в,л. Jьсковский

./-./

Я.Е. Коlкохияk



Зав. JtlЪ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Методике поверки ЛЪ МП 024.М1-15
(гси. Микроскопы световые инвертированные

дхiо оЬsеrтеr.Дlm, дхiо ОЬsеrчеr.Dlm, Axio Observer.Zlm, Axio ObserTer 3, Axio
ОЬsеrчеr 5, Axio ОЬsеrчеr 7>>

протокол
первичной/ периодической tIоверки

от( )) 20 года

lo 3. Axi

Jt/Jф
кие номера

Принадлежащее
юридического лицц

Поверено в соответствии с методикой поверки <гси. Микроскопы световые

Axi
Axi

5. Axi
.А1 Axio r.Z|

-15)

докуiltента на поверку, кем угвержден (согласован

С применением этitлонов
наименование, номер, разрял Kjlacc точности или погрOшность

При следующих значениях влияющих факторов:

льтаты ческих
Абс.
погрешность,
мкм

,Щействитель-
ное значение,
мкм

Резчльтаты измерений, мкм

Рекомендации

исполнители:

прllзнать пригодный (или непригодным) для примOнения

подписи, ФИО, должность


